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1 Objeto y campo de aplicacion

Este documento especifica los requisitos minimos para la cualificacion de las células fotovoltaicas de
concentracion (CFV) y los conjuntos de célula en soporte (CoC) para su incorporacién en receptores,
modulos y sistemas CFV.

El objetivo de esta norma de cualificacion es determinar las caracteristicas optoelectrénicas,
mecanicas, térmicas y de procesamiento de las células CFV y CoC para demostrar que son capaces de
soportar procesos de ensamblaje y entornos de aplicaciones CFV. Los ensayos de cualificacion de este
documento estan disefiados para demostrar que las células o CoC son adecuadas para procesos de
ensamblaje tipicos, y que cuando se ensamblan correctamente, son capaces de cumplir la Norma
IEC 62108.

Este documento define ensayos de cualificacion para dos niveles de ensamblaje de dispositivos
fotovoltaicos de concentracion:

a) célula, o célula desnuda; y

b) célula en soporte (CoC).

NOTA En la industria se utiliza una variedad de nombres alternativos, como ensamblaje de células solares, receptor, etc.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la dltima ediciéon (incluida cualquier
modificacién de esta).

IEC 60721-2-1:2013, Clasificacion de las condiciones ambientales. Parte 2-1: Condiciones ambientales
presentes en la naturaleza. Temperatura y humedad.

IEC 60749-3:2017, Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecdnicos y climdticos. Parte 3:
Examen visual externo.

IEC 60749-6:2017, Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecdnicos y climdticos. Parte 6:
Almacenamiento a alta temperatura.

IEC 60749-14:2003, Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecdnicos y climdticos.
Parte 14: Robustez de los terminales (integridad de los conectores).
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IEC 60749-21:2011, Dispositivos semiconductores. Ensayos mecdnicos y climdticos. Parte 21:
Soldabilidad.

IEC 60749-22:2002, Dispositivos de semiconductores. Métodos de ensayo mecdnicos y climdticos.
Parte 22: Robustez de las uniones soldadas.

IEC 60904-1-1:2017, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1-1: Medida de la caracteristica corriente-tension
de dispositivos fotovoltaicos (FV) multi-union.

IEC 61000-4-2:2008, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de
medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostdticas.

IEC 61193-2:2007, Sistemas de evaluacion de la calidad. Parte 2: Seleccion y uso de planes de muestreo
para inspeccién de componentes y paquetes electrénicos.

IEC TS 61836:2016, Solar photovoltaic energy systems. Terms, definitions and symbols.

IEC 62108:2016, Mddulos y sistemas fotovoltaicos de concentracién (CFV). Cualificacion del disefio y
homologacion.

IEC 62137-1-2:2007, Tecnologia de montaje en superficie. Métodos de ensayo ambientales y de
endurancia para rincones de soldadura de montaje en superficie. Parte 1-2: Ensayo de fuerza de

cizallamiento.

IEC 62670-1:2013, Concentradores fotovoltaicos (CFV). Ensayos de rendimiento. Parte 1: Condiciones
normales.

IEC TS 62789:2014, Photovoltaic concentrator cell documentation.
IEC 63202-2, Photovoltaic cells. Part 2: Electroluminescence image for crystalline silicon solar cells.

ECSS-E-ST-20-08C Rev 1, 18 July 2012, Space engineering. Photovoltaic assemblies and components.
Part 7.5.8: Coating adherence (CA).

MIL.ST-883-K, Test Method Standard. Microcircuits Method 2019.9 Die shear strength.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62787



	Norma Española
	UNE-EN IEC 62787
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

